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요 약

본 논문에서는 LVDT 구조를 이용한 신호 매핑 기반의 새로운 변위측정 알고리즘을 제안한다. 제안하는 방식은 상대 값을

이용한 신호 매핑방식을 사용하기 때문에 PCB상에 구현되는 코일 패턴이나, 트랜스 소자의 변수들에 독립적으로 동작할 수

있다. 이는 절대 값을 사용하면서 발생하는 다수의 튜닝작업이 필요 없고 단지 상대 값을 추출하기 위해 최종단계에서의 범위

를 측정하는 캘리브레이션 공정만 필요하다. TI DSP 칩셋인 TMS320F2812에 코일 패턴이 다른 다수의 보드를 통하여 본 논

문에서 제안하는 기법을 구현해 본 결과, PCB 코일 패턴이 조악하더라도 높은 정밀도와 신뢰성을 갖는 출력 신호를 얻음으로

써 제안하는 기법의 우수성을 검증하였다.

Abstract

We propose a novel displacement measurement method in the LVDT (Linear Variable Differential Transformer)

structure. This proposed algorithm is independent of coil pattern, which may be implemented to PCB, or transformer

component, because it is based on the signal-mapping method. we have manufactured several boards which have different

coil patterns and our algorithm is ported into TMS320F2812 of TI DSP chipset. The output signal has high accuracy and

high stability although PCB coil pattern are coarse.

Keywords : LVDT, Signal mapping, Displacement measurement, Calibration

Ⅰ. 서  론

LVDT (Linear Variable Differential Transformer)

구조는 변위, 압력, 힘, 레벨, 흐름 및 기타 물리량을 측

정하는데 널리 이용된다[1～6]. 이 구조는 넓은 범위에서

감지능력과 선형성이 비교적 우수하고, 항상 동일한 출

력, 높은 신뢰성, 그리고 내구성이 우수한 것으로 알려

져 있다.[7] 이의 구조는 그림 1에 나타낸 것과 같이 하

나의 1차 코일, 두 개의 2차 코일, 그리고 운동하는 코
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어로 구성되어
[8]
있고 이의 동작에 대해서는 [9]에 자

세하게 설명되어 있다. LVDT 동작은 일종의 양측파대

억압 반송파(Double Side Band Suppressed Carrier

AM : DSBSC-AM) 통신 시스템
[8]
으로 1차 코일의 출

력 E(t)=Acos(wct)의 반송파에 대한 2차 코일의 차동

출력M(t)는 식(1)과 같이 해석된다. d(t)는 코어 변위

정보이다.

 · (1)

LVDT 설계 목적은 E(t)와 M(t)를 사용하여 d(t)를

나타내는 DC출력전압을 구하는 것이다. 이것을 설명하

는 두 가지 주요 방법과 여러 가지 기술에 대한 자료는

[10～19]에 설명되어 있다.

첫 번째 방법은 d(t) = M(t)/E(t)를 계산한 결과에 의
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그림 1. LVDT의 구조

Fig. 1. LVDT structure.

하여 위치를 결정하는 비율기반의 접근방식이다. 그러

나, 이 방법는 출력 d(t)가 노이즈에 매우 민감하게 반

응하는 심각한 문제가 있다.

두 번째 방법은 DSBSC - AM 복조 기술로 로컬 커

리어를 곱한 후 저역통과필터를 거친 M(t)를 적용한다.

그러나, M(t)와 로컬 커리어는 같은 위상에 위치하여야

하는 문제점이 있다.

코어의 위치와 LVDT의 출력의 선형적 관계는 높은

정밀도와 정확도를 위한 필수요소이다. 그러나 실제로

는 변압기의 형태, 기본 및 보조 코일의 배열, 코어의

소재, 여기전류와 주파수의 변화, 그리고 주변과 코일의

온도변화 등에 영향을 받아 비선형으로 표현된다.
[7]
따

라서 이러한 비선형 문제를 해결하기 위해 다양한 기법

들이 소개되고 있으나, 이들 방식들은 근본적으로

LVDT에서 사용되는 모든 전기적 값을 그대로 이용하

는 즉, 절대 값을 이용하고 있어 각 처리단계 마다 튜닝

작업을 필요로 한다. 또 이러한 튜닝작업을 거쳤다 하

더라도 완벽하게 선형성을 유지하기 위해서는 많은 제

약요소가 존재한다.
[8～9, 12, 17～18]

본 논문에서는 이러한 비선형 문제를 해결하기 위해

상대 값을 이용하는 LVDT의 신호 조정의 새로운 방법

을 제안한다. 제안하는 방법은 신호매핑 기반의 상대

값을 이용하는 것으로 출력 값의 조건에 맞게 매핑 함

으로써 선형성을 유지하도록 하며 잡음 민감성 문제도

함께 제거하도록 한다.

즉, 제안하는 기법은 DC 출력 범위, 정확도와 정밀

도, 동작범위 등을 간단한 논리 계산을 통해 쉽게 변경

할 수 있도록 신호 매핑을 수행한다. 또한, 이 새로운

접근은 상용화가 가능하도록 하기 위해 작은 용량의 메

모리를 포함하는데 이는 한 번의 신호 매핑 연산과정을

통하여 필요한 수치를 메모리에 기억시켜 매번 출력 값

에 맞춰 수치를 조정해야하는 상황을 없애줄 수 있다.

본 논문은 Ⅱ장에서 새로운 신호매핑 기반의 변위측정

알고리즘을 설명하고 Ⅲ장에서 제안된 알고리즘을 실험

을 통해 결과를 분석하고. Ⅳ장에서 결론을 맺는다.

Ⅱ. 신호매핑 기반의 변위측정 알고리즘

그림 2는 제안된 신호 매핑 방식의 순서도를 보여준

다. 여기서 M은 LVDT 2차코일의 ADC입력, R은 센서

의 동작범위, T는 입력신호의 허용오차, C는 출력신호

의 DC 오프셋, 그리고 F는 출력의 변화량을 나타낸다.

식 (1)을 일반형으로 변형하기 위해서는, 민감성과 1차

와 2차 코일 간의 위상차를 고려하여야 한다. 따라서

식 (1)은 식 (2)와 같이 표현할 수 있다.

 ··  (2)

여기서 S는 민감성을, φ는 위상차를 의미한다.

LVDT 구조에서, 2차 코일의 차동 출력 M(t)은 코일의

차수, 1차와 2차 권선의 감긴 형태와 횟수, 그리고 코어

에 의해 결정된다. 그러나 실제로는 이 상수들이 완벽

하게 서로 동일하지 않기 때문에 출력 신호는 넓은 범

그림 2. 제안된 신호 매핑 방식의 순서도

Fig. 2. Flow diagram of the proposed signal mappings

method.
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그림 3. 신호 매핑 방식의 개념

Fig. 3. Description of the signal mapping method.

위의 선형성이 보장되지 않는다. 이 문제를 해결하기

위해 근래까지의 많은 연구들은 1차 코일에서 여기되는

신호의 조건에 대해 초점을 두어왔는데[8] 매우 복잡한

연산을 기반으로 하고 있어 강력하고 고성능인 DSP가

요구되었다. 반면, 제안하는 알고리즘은 실제 동작범위

를 원하는 범위로의 확장 또는 축소를 통해 매핑을 수

행하는 것으로 그 개념은 그림 3과 같다.

즉, 입력신호가 비록 비선형 특징을 갖더라도 각 점

에 대해 일대일로 선형 신호로 매핑하여 선형성을 유지

하도록 하는 방법이다. 그리고 LVDT를 사용하여 위치

또는 변위 측정에서 모든 측정값은 특별한 경우를 제외

하고 한 단위에서 상대적인 값을 사용하기 때문에 절대

값이 아닌 상대적인 값을 사용한다.

2차코일 1의 최대 값과 최소 값을 Mmax,1과 Mmin,1로

각각 정의하고, 같은 방법으로 2차코일 2의 최대 값과

최소 값을 Mmax,2 와 Mmin,2로 각각 정의한다.

식 (1) 또는 식 (2)의 변위 d(t)는 LVDT의 각 코일의

출력 값 M1(t) 또는 M2(t)에 의해 결정된다. 일반적으

로 원하는 동작 범위 R과 측정 정밀도 P는 변위센서의

설계 초기에 결정되므로 정밀도 P는 동작범위 R과 각

2차 코일의 최대, 최소 값을 사용하여 식 (3)과 같이 표

현할 수 있다.

 max   m in  




 max   m in  
 (3)

일반적으로 두 개의 2차 코일의 정밀도는 이들 코일

의 구조가 정확히 대칭되지 않으므로 식 (3)과 같이 다

르게 표현된다. 따라서 각 2차코일의 변위는 식 (3)을

이용하여 식 (4)와 같이 표현할 수 있다.

 m in  ·

 m ax   ·
(4)

또 입력 신호의 허용 오차 T를 고려하여 식 (4)를 식

(5)와 같이 표현할 수 있다.



m in  ·




m ax   ·
(5)

실제의 LVDT 체계에서는 전체 시스템의 안정성과

신뢰성을 높이기 위해 두 2차코일의 서로 다른 DC 오

프셋 값과 서로 다른 출력 전압레벨을 갖도록 하는 경

우가 많다. 따라서 이를 식 (5)에 적용하면 식 (6)과 같

이 일반화할 수 있다.

   
m in  · ·

   
max   · ·

(6)

여기서 C1, C2는 각 채널의 DC 오프셋이고, F1, F2는

각 채널의 증가 값이다.

기존의 LVDT 구조를 이용한 일적인 변위센서는 같

은 구성요소를 사용하여 설계되었을 경우 동일한 조건

에서는 항상 동일한 결과를 출력한다. 그런데 절대 값

을 사용하게 되면 구조 구현의 공차 발생으로 인해 동

일 조건에서 동일 결과를 출력하는 것은 매우 어렵고,

매번 튜닝작업을 필요로 한다. 그러나 제안된 알고리즘

은 입력 값의 최대, 최소 값을 인식하는 단계만 필요하

다. 이 과정은 초기 교정단계가 아닌 최종 생산 공정을

마치고 검사 과정에서 검사와 함께 수행되며 구성 요소

의 공차에 영향을 받지 않는다는 장점을 갖는다.

Ⅲ. 실험 및 결과

제안된 알고리즘을 확인하기 위하여 그림 4과 같이

TI DSP 칩셋인 TMS320F2812를 탑재한 LVDT 시스템

을 설계 제작하였다. 1차 코일은 보드의 하단 층에, 3개

의 2차 코일을 상단 층에 배치하였으며, 여기서 중간의
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그림 4. TMS320F2812를 사용한 LVDT 보드

Fig. 4. LVDT Board using TMS320F2812.

그림 5. 다양한 모양의 1, 2차 코일 패턴

Fig. 5. Several types of the primary and secondary

coil.

2차 코일은 응답 및 노이즈 특성을 분석하기 위해 특별

히 배치한 것이다. 또 각 2차 코일에 DSP 칩셋을 장착

하여 각 입력 조건에 대한 연산을 독립적으로 수행하도

록 구성하였다. 이는 2차 코일의 구현이 완전히 대칭되

지 않을 수 있기 때문에 별도의 연산을 수행해야 하기

때문이다.

입력 신호의 다양성을 알아보기 위해 1, 2차 코일의

패턴을 그림 5와 같이 달리하여 설계 제작하였다. 그림

5의 첫 번째 줄이 1차 코일을, 두 번째와 세 번째 줄은

2차 코일의 패턴의 종류를 나타낸 것이다. 회전체의 각

도 측정을 위해 제안된 알고리즘을 적용하였고 DAC의

최종 출력으로 그 결과를 분석하였다. 첫 번째 2차 코

일의 DC 오프셋 값은 0.7V로 하였고 동작 법위는 0.7V

에서 4.1V로 하였다. 정밀도는 1 ̊로 하였다. 그림 6는

코일의 패턴을 통한 실험의 1차 코일의 입력 파형에 대

(a) Left (b) Null (c) Right
500KHz

(d) Left (e) Null (f) Right
1MHz

(g) Left (h) Null (i) Right
2MHz

그림 6. 주파수와 코어의 위치에 따른 출력파형

Fig. 6. The output waveform according to the position

of the core and frequency.

그림 7. 초기 교정과정 파형

Fig. 7. Initial calibration waveform.

그림 8. 증가 동작 파형

Fig. 8. Going up waveform.

한 2차 코일의 출력 파형으로 코어의 위치와 1차 코일

의 입력주파수의 변화에 따른 결과를 보인다. 그림 7은

제안한 알고리즘에서 입력 동작 범위를 측정하는 과정
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그림 9. 감소 동작 파형

Fig. 9. Going down waveform.

즉, 최종 튜닝 과정을 보여준다. 그림 8과 그림 9은 오

실로스코프를 이용하여 변위 즉 회전체가 회전하면서

출력하는 결과 출력 파형을 보여주고 있다. 그림 7, 8, 9

의 두 개의 파형은 각각 LVDT 2차 코일의 2개의 출력

을 나타내며 둘의 출력은 제안된 알고리즘에 의해 출력

값의 조정을 원하는 변위의 출력전압으로 조정이 가능

한 것을 확인하였다.

Ⅳ. 결  론 

본 논문에서는 신호 맵핑 방식을 기초로 한 고급 변

위 측정 알고리즘을 제안하였다. 이것은 1, 2차 코일의

코일 패턴 또는 모양과는 무관하게 상대 값을 이용한

신호 매핑 방식을 기초로 한 신호 조정방식이다. 제안

된 알고리즘은 센서의 정확도, 동작 범위, 출력 값의 범

위 등을 쉽게 조정할 수 있으며, 또한 입력신호의 비선

형 특성을 조정 작업을 통하여 선형으로 변환할 수 있

다는 장점을 갖는다.

신호 매핑기반의 알고리즘을 확인하기 위하여 다양

한 패턴모양의 보드를 제작, 실험하였다. 그 결과 PCB

의 코일 패턴이 조잡하더라도 출력신호는 항상 동일한

결과를 출력하고, 높은 정확성과 높은 신뢰성을 갖게

됨을 확인하였다.

PCB 패턴이 너무 조악하여 DSP의 입력신호가 왜곡

되거나 또는 많은 노이즈가 발생하더라도 제안된 알고

리즘은 신호 매핑을 통해 입력신호를 선형신호로 변환

함은 물론 넓은 범위에서 선형성을 유지하는 것을 확인

하였다.
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